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Известно, что омическая диссипация, связанная с электрон-ионными столкновениями, может  приводить к стабилизации неустойчивости  Рэлея – Тейлора на размерах, соответствующих скиновому масштабу. В настоящем сообщении будет рассмотрена возможность стабилизации  неустойчивости Рэлея – Тейлора за счет только ион-ионных  столкновений, когда частота ион-ионных столкновений значительно превосходит  частоту электрон-ионных столкновений. Известно, что имеется такой диапазон отношения плотности к магнитному поля, соответствующий  не слишком большой плотности, когда эффект ион-ионных столкновений значительно превосходит эффект электрон-ионных столкновений [1]. Ранее  в диапазоне достаточно низкой плотности  было получено аналитическое решение для неустойчивости  Рэлея – Тейлора для произвольных профилей плотности и температуры [2,3]. В предлагаемой работе будут выполнены расчеты, позволяющие учесть влияние ион-ионных столкновений на упомянутое решение. В последнее время был получен интересный экспериментальный результат, когда схлопывание проволочного лайнера, состоящего из атомов различных сортов,  приводит к более компактному схлопыванию [4]. Обсуждается возможность интерпретации этого экспериментального результата  в рамках  предложенных теоретических представлений.
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